Si(111) 7x7 reconstruction — Aufgabe 3.1
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Anzahl der ungesattigten Bindungen pro EZ:
12 Adatome

6 Restatome

1 Eckplatz

1.415 * 107(-3) H_20 pro nm”2 pro s

(C) Center adatom
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6.25nmA”2 ist eine EZ.

Bulk atom

Py 7.68 A

Eff. treffen 32 H2_O Molekule pro Stunde
auf die Oberflache. -> Oberflache nach
etwa 47 mins. komplett benetzt.
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STM vs LEED

w10 nM™ 240 ¢V LEED

Figure 5: Real-space STM topographic map of palladium (111) surface, its Fourier transform in reciprocal &
space showing main periodicity components, and a 240 eV LEED image from the same surface



LEED basics
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Superposition von Mustern der einzelnen Dominen. In diesem Fall wire das die Uberlagerung des
Musters aus (A.1) und eines um 90° dazu verdrehten Musters.

Wenn die Einheitszelle der Oberfliche nicht primitiv ist, dann gilt L\ﬁi = ﬂ.ﬁnma = ndy +
mia + Ty, Wobei {7} die Positionen von Atome in der Einheitszelle geben. In diesem Fall kann
man —\_',R'nm ausklammern, so dass der Teil der obigen Sur;nme fir einewEinheitszeIIe ist gleich
gftoghflnm 5~ i7al Fiir die Gesamtsumme ergibt sich efed 5 i8finmf s~ ool \Wie im

—

vorherigen Fall gilt bei konstruktiver Interferenz g = Gpq, aber die Intensitit vom entsprechen-

den LEED-Punkt ist zusatzlich proportional zu Fy = aniﬂ.ﬁm_ Das wird bestimmte Punkte
schwichen, und manchmal zur Auslschung fohren.

Als Beispiel betrachten Sie folgendes Gitter.
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ohne Ausléschung mit Ausldschung

Wir konnen es als ein guadratisches Gitter mit einem zweiatomigen Basis betrachten. Ohne
Beriicksichtigung des zusdtzlichen Faktors wiirde man ein guadratisches Gitter im reziproken
Raum erwarten mit Gitterkonstante 2 /a {@m = %T'T[E]} (Abb. b.). Da aber die Einheitszelle
nicht primitiv ist, muss der zusitzliche Faktor Fy bertcksichtigt werden. Die zwei Vektoren der
Basis sind 7 = [§] und 7, = 2[}]. Damit gilt F}, = 1+ ™70 = 1 + (—1)7*9_ F}, ist Null
wenn p + g ungerade ist, und damit wird die Halfte aller Punkte ausgeloscht. Das resultirende
LEED-Muster ist auch quadratisch, aber mit einer Gitterkonstante von 2+/2x/a, wie erwartet.

Das Gitter aus der Aufgabe hat drei Uberstrukturatome pro Einheitszelle. Zur Vereinfachung
kénnen wir die Achsen entlang der Basisvektoren wihlen. Damit sind die drei Vektoren 7 =
(8], ™1 = av@;é] und 75 = av/2]Y]. Die Vektoren des reziproken Gitters sind Gpy — 5lal Es
gilt Fp=1+¢&"F+ &7 =1+ (-1 +(—1)7 In diesem Fall findet keine Ausldschung statt. Nur
die Punkte mit ungeradem p oder g werden neun Mal schwacher, als Punkte mit geraden p und

¢ @ + @ (O Grundgitter (Oberflache)
® - @® - @ ® Starke Maxima (Uberstruktur)
- @ - @ - - Schwache Maxima (Uberstruktur)



REAL SPACE RECIPROCAL SPACE - LEED
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LEED — Aufgabe 3.2 a)



LEED — Aufgabe 3.2 b)

o - (O Grundgitter (Oberflache)
- ® - @ ® Starke Maxima (Uberstruktur)

®o - . Schwache Maxima (Uberstruktur)



Debye Waller factor — Aufgabe 3.3
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Intensitat koharent, elastisch gestreuter Elektronen, die
an einem Kristallgitter gestreut haben. ->
Gitterschwingungen werden bertcksichtigt.



Diffusion — Aufgabe 4.1 — Fick’s law

Fick’s Law
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diffusion constant

Mean Values of Fundamental Solution
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Kritsche Keimgrolse — Aufgabe 4.2

(1) T = 295K (2) R = 0,006 ML/s




Fundamental growth modes — 4.3
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Figure 1. Cross-section views of the three primary modes of thin-film growth o
including (a) Volmer—Weber (WVW: island formation), (b) Frank—van der Merwe
(FM: layer-by-layer), and (c) Stranski-Krastanov (SK: layer-plus-island). Each
mode is shown for several different amounts of surface coverage, ©.
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